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八氧化三铀中硅之光谱载带测定法  
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摘要   本工作采用光谱载带法分析U_3O_8中的Si含量。在ИСП-28中型谱仪上工作,激发光源为直流电弧。工

作中就分馏效应、工作曲线、再现性和实际样品分析数据四个方面比较了AgCl,Ga_2O_3和NaF三种载体;考察了S
i 2435.16 ,2506.90 和2881.58 三条谱线。实验数据说明:采用50:1(样品:载体)的NaF载体量,选用2435.16 作分

析线来测定U_3O_8中的Si含最能得到满意的分析结果。 
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